Mozliwosci zastosowania

Tester trwatosci (lub rama trwatosci) pozwala na dtugotrwate E—
obcigzanie podzespotdw elektronicznych: —
. pradem, B—
« napieciem, E_

« podwyzszong temperaturg,
« cyklicznym witgczaniem/wytgczaniem.

Oprocz tranzystorow mocy IGBT na podtozu

z weglika krzemu obcigzane moga byc: tranzystory
mocy MOSFET, HEMT, diody prostownicze, diody
oswietleniowe, rezystory i inne podzespoty ktdrych
nominalny pobdr pradu DC nie przekracza 10 A.

« Maksymalnie w jednym tescie mozliwe jest
obcigzenie 20 sztuk podzespotow.

« Wyprowadzenia elementdw sg umieszczone w
gniazdach.

« Obudowy elementow mogg byc docisniete do
wspolnego radiatora/grzejnika potgczonego z
masg lub byc chtodzone kazdy osobno
indywidualnym matym radiatorem z zaciskiem.

« Preferowana jest obudowa TO-220 lub TO-247,
ale mozliwe s3 tez inne typy obudow i rozne
kolejnosci wyprowadzen koncowek.

|
Z‘l tukasiewicz % DACPOL

Instytut Mikroelektroniki
i Fotoniki




Parametry obcigzenia sg zwigzane z rodzajem testu:
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Test HTON - test obcigzenia pragdem statym i/lub temperatura.
Zadawany prad. Zakres: 3 - 11 A.

Graniczna zmiana napiecia wzgledem chwili startu po przekroczeniu,
ktarej element zostaje odtgczony: 5 - 50 % (parametr zadawany).

State napiecie bazy/bramki/sterowania: 20 V (wbudowane].

Temperatura (tylko grzanie) zadawana do 200°C.

Czas testu zadany: 1 - 2000 godzin.

Test HTRB - test obcigzenia napieciem statym i/lub temperatura.

Zadawane napiecie blokowane przez element (np. wstecznie spolaryzowana
diode prostowniczg). Zakres: 0 — 1500 V.

State napiecie bazy/bramki/sterujgce: -5V (wbudowane).

Graniczny prad wsteczny: 3 — 15 mA (parametr zadawany).

Temperatura (tylko grzanie) zadawana do 200°C.

Czas testu zadany: 1 - 2000 godzin.

Test PC - test cyklicznego wtaczania / wytaczania.

Zadawany prad wtgczenia. Zakres: 3 - 1T A.

Graniczna zmiana napiecia wzgledem chwili startu po przekroczeniu, ktorej element
zostaje odtgczony: 5 - 50 % (parametr zadawany).

Zadana liczba cykli. Zakres: 1-10 000 cyKkli.

Zadawany czas wtgczenia. Zakres: 1 - 5 minut.

Zadawany czas wytgczenia. Zakres: 3 — 10 minut.
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dr inz. Ernest Brzozowski
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